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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:
1. Високороздільна Х-променева дифрактометрія структурних порушень у приповерхневих шарах Si та
кристалічних з'єднань CdHgTe, YLaFeO після іонної імплантації

2. High resolution X-ray diffractometry structural disorders of surface layers Si crystals and CdHgTe, YLaFeO after
ion implantation

Реферат:
1. Представлено результати Х-променевих структурних досліджень приповерхневих областей варізонних
структур (111) CdHgTe/CdTe (x=0,21) і (110) CdHgTe/CdTe (х=0,23), одержаних високотемпературним відпалом
епітаксійних шарів в парах основних компонент і в які імплантовано іони арсену. Запропонована модель
можливої системи домінуючих структурних дефектів у модифікованих хімічним травленням та іонною
імплантацією приповерхневих шарах кремнію. Установлено хід структурних перетворень після опромінення
висо-кими дозами іонів азоту епітаксійних плівок YLaFeO через вибір відповідних модельних представлень
дефектної структури і в певний спосіб розподіленого порушеного поверхневого шару.

2. The results of X-ray structural research of near-surface regions band structures (111) CdTe and (110) CdTe, fell
from high-temperature epitaxial layers in pairs of basic components and arsenic ions are implanted are carried



out. Structural changes in crystal Si caused by the influence of chemical etching, ion implantation of phosphorus
and their combined action. Diffuse scattering component analysis conducted on the basis of generalized dynamic
theory of scattering. The model of possible dominant structural defects in modified chemical etching and ion
implantation of surface layers of silicon.
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Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


